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Введение 
 
Сканирующая зондовая микроскопия представляет собой совокупность большого 
числа экспериментальных методов по изучению структуры и свойств поверхности, как на 
микро уровне, так и на уровне отдельных молекул и атомов.  
В настоящее время сканирующие зондовые микроскопы нашли применение 
практически во всех областях науки. 
Современная Атомно силовая микроскопия активно используется во всем мире для 
исследования, как полупроводников, так и любых других материалов. Очень широкое 
развитие она получила по исследованию вирусов, клеток, генов в биологии, — там с ней 
связывают большие надежды.  
Поскольку СЗМ стал одним из базовых инструментов нанотехнологии, которая в свою 
очередь является одной из основных движущих сил развития цивилизации в 20 веке, 
становится совершенно очевидным необходимость скорейшего внедрения СЗМ в учебный 
процесс. 
 
Целью работы являлось получение навыков работы на учебно-исследовательском    
сканирующем зондовом микроскопе «Nanoeducator». Получить АСМ изображение  
тестового образца.  
 
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить физические основы атомно-силовой зондовой микроскопии. 
2. Изучить принцип работы и устройство учебно-исследовательского СЗМ «Nanoeducator». 
3. Провести сканирование образца на СЗМ «Nanoeducator» в режиме атомно- 
силовой микроскопии, получить изображение поверхности исследуемого образца. 
4. Провести компьютерную обработку полученного АСМ изображения. 
5. Провести анализ полученных результатов. 
 
Атомно - силовой микроскоп был изобретён в 1986 году Гердом Биннигом, Кэлвином 
Куэйтом и Кристофером Гербером. В основе работы АСМ лежит силовое взаимодействие 
между зондом и поверхностью, для регистрации которого используются специальные 
зондовые датчики, представляющие собой упругую консоль с острым зондом на конце.   
Сила, действующая на зонд со стороны поверхности, приводит к изгибу консоли. 
Появление возвышенностей или впадин под остриём приводит к изменению силы, 
действующей на зонд, а значит, и изменению величины изгиба кантилевера. Таким 
образом, регистрируя величину изгиба, можно сделать вывод о рельефе поверхности. 
Под силами, действующими между зондом и образцом, в первую очередь 
подразумевают силы Ван-дер-Ваальса, которые сначала являются силами притяжения, а 
при дальнейшем сближении переходят в силы отталкивания. Зонд приближается к 
поверхности на расстоянии 0.1-10 нм.  
Наноэдюкатор – это учебный микроскоп для проектной и исследовательской 
деятельности школьников старших классов, кадетов, учебной деятельности студентов и 
курсантов в вузах по дисциплинам естественно - научного блока знаний.    
Целью работы было получить
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